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摘要(译)

提供一种超声波测量装置及其控制方法，所述超声波测量装置使用多个
超声波探头来获取多个图像并将其合成以产生对象的合成图像。超声测
量装置包括：多个超声探头，其具有用于检测探针之间的相对位置的传
感器;控制部件，其使用从多个超声波探头发送的多个信号来生成多个图
像信号，并使用各个多个超声波探头对之间的位置信息，该位置信息从
相应的传感器发送，以补偿与来自多个图像信号的相应图像信号有关的
误差。
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